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摘 要

電波暗室可在室內執行輻射放射（Radiated Emission：RE）與輻射耐受（Radiated Susceptibility：RS）測試，已成為最佳

電磁干擾/電磁相容量測場地。 本篇論文利用幾何光學、光線追蹤、司乃耳定律與映象原理方法，建立-分析電波暗室特性

之程式。模擬程式由Matlab所撰寫，程式上共建立了正規化場地衰減、正規化場地傳輸損失、場均勻度與反射率程度四個

主要模擬項目。 在研究中利用所建立之程式，吾人進行了電波暗室之正規化場地衰減、正規化場地傳輸損失、場均勻度與

反射率程度四種特性之分析。同時進行漢翔（AIDC）半電波暗室正規化場地衰減與環電（USI）全電波暗室正規化場地傳

輸損失的量測，並與模擬數據作比較。比較結果可以發現，正規化場地衰減在低頻比較難通過ANSI C63.4規範，而正規化

場地傳輸損失則全部通過Friis的理論值。

關鍵詞 : 電磁干擾電磁相容、幾何光學、映象原理、司乃耳定律、光線追蹤、正規化場地衰減、正規化場地傳輸損失、場

均勻度、反射率程度
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